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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO13067:2011《微束分析 电子背散射衍射 平均晶粒尺寸的测

定》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T21636—2008 微束分析 电子探针显微分析 (EPMA) 术语(ISO23833:2006,IDT)
———GB/T27025—2008 检测和校准实验室能力的通用要求(ISO/IEC17025:2005,IDT)
———GB/T27788—2011 微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则(ISO16700:2004,IDT)
———GB/T30703—2014 微束分析 电子背散射衍射取向分析方法导则(ISO24173:2009,IDT)
本标准由全国微束分析标准化技术委员会(SAC/TC38)提出并归口。
本标准起草单位:中国宝武钢铁集团中央研究院、上海发电设备成套设计研究院、中国科学院上海

硅酸盐研究所。
本标准主要起草人:姚雷、张作贵、曾毅、郑芳。

Ⅰ

GB/T38532—2020/ISO13067:2011


